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m Neden Kalite Kontrol?

m Uluslararasi Protokoller ve Tolerans
Sinirlari

m Kalite Kontrol Testleri
m Ne Siklikla?

m Sonuclar



NEDEN KALITE KONTROL?
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m Uretici spesifikasyonlari(Kabul!)
m Var olan sistem ne durumda?

- Artifakt

- CR okuyucusu

- CR kasetleri
m Zaman icerisinde degisim



NEDEN KALITE KONTROL?

_l_

Artifakt




NEDEN KALITE KONTROL?

—|_ Artifakt




NEDEN KALITE KONTROL?

_l_

CR Okuyucusu

s Uretici
spesifikasyonlari?

m Dogrulukla calisiyor
mu?

m Zaman icerisinde

(Bu calismada Fuji
Profect CS
kullaniimistir)




NEDEN KALITE KONTROL?

CR kasetleri

s Uretici
spesifikasyonlari?

m Fiziksel durumlari

m Zaman icerisinde

(Bu calismada cesitli
boyutlarda Fuji IP
ST-VI kullaniimistir)




ULUSLAR ARASI PROTOKOLLER
—|— VE TOLERANS SINIRLARI

m Acceptance Testing and Quality
Control of Photo Stimulable Phosphor
Imaging Systems; Draft No.10, AAPM,
2005

m Protocol for the QA of Computed
Radiography Systems, Commissioning
and Annual QA Tests, Draft No.8,
KCARE, 2005



KALITE KONTROL TESTLERI
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Fon Gurdltusu

Homojenite

Isinlama gostergesi kalibrasyon dogrulugu
Sistem lineeritesi

Laser demeti fonksiyonu

Yuksek kontrast ayirma gulicu

Gurultd ve dusuk kontrast ayirma gucl
Mesafe dogrulugu

Silme kusursuzlugu

Alising ve grid cevabi

IP isleme sureci testi
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TEST GEOMETRISI
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1.FON GURULTUSU

_|_

00000 Agh |  Fui [ = Kodak |

ISINLAMA TEMIZLENMIS IP'YE ISINLAMA YAPILMAZ

Test/sensitivity (L=1),
fixed EDR (§=10,000)

System diagnosis
flatfield speed class
=200

Linear
(GA=1.0,
GT=A.RE=0.0)

GORUNTU TOPLAMA
SONRASLISLEM Musica parameters=0.0

Sensitometry=linear
IgM, opp, opss (SAL)

ARTIFAKT iCERMEYEN

ARTIFAKT iCERMEYEN
HOMOJEN GORUNTU

HOMOJEN GORUNTU

GORSEL
DEGERLENDIRME
KRITERI

opD <280 opPD>744
TERS GRi SKALADA

[gM<0.28
SAL<130
OPD <35() opss <4
OPSS <5

{
'SA\_(ISAL _
| DEGERLENDIRME
| KRITERI

OPD: Ortalama Piksel Degeri

Pattern

HAM BILGI

PENCERE = 512

KENAR BELIRGINLESTIRME
KULLANILMAMALI

OPD, OPSS Exposure Index (EI),
OPD, OPSS

ARTIFAKT ICERMEYEN
HOMOJEN GORUNTU
(OKUYUCU KAYNAKLI
CiZGILER OLUSABILIR)
Elgp<80, Elur<380
opD p<80, 0PD ;R <80
opss <4

OPSS: Ortalama Piksel Dederinin Hesaplandigi Ilgi Alaninda Standart Sapma



1.FON GURULTUSU

I dark noise

- 18 X 24 boyutlarinda IP



2.HOMOJENITE

| i b oo o phdAelt | oo BTSRRI RE S k|

iSLEME System diagnosis Test/sensitivity (L=1), Pattern
flatfield speed class semi EDR
=200

GORUNTU TOPLAMA Linear Ham bilgi

SONRASI iSLEM . Kenar belirginlestirme
o nll =
Musica parameters=0.0 | (GA=1.0, Ol GTEmRal

Sensitom etry‘—‘linear GT'—‘A,RE"—‘OO) Pencere Agikligl = 512

oLcim OPD VE OPSS OPD VE OPSS OPD VE OPSS

KASETTEN KASETE Isinlama Gdéstergesi Standart Isinlama Gdstergesi Standart Isinlama Géstergesi Standart
DEGISIM Sapma Sapma Sapma
OPD ve OPSS OPD ve OPSS OPD ve OPSS

GOR. DEG. KRITERI Pencere degistirilse bile homojen ve artifaktlardan arinmis gdriintii

SAYISAL DEGERLENDIRME oPss <25 (TEK KASETTE) opss <20 (TEK KASETTE) opss <20

KRITERIi(Gdriintiiniin %80'i
kaplayan ilgi alant) IGSS <0.02 Icss <20

OPD: Ortalama Piksel Degeri _
OPSS: Ortalama Piksel Degerinin Hesaplandigi Ilgi Alaninda Standart Sapma

IGSS: Isinlama Gostergesi Standart Sapma



2.HOMOJENITE

I homojenite

-Heel etkisinden kurtulmak igin
kaset 180 derece cevrilerek tekrar
Isinlamali

-Her kasette artifakt arastirmasi
Yapilmahdir

-Artifakt varliginda temizlemeden
Sonra test tekrarlanmalidir



3.ISINLAMA GOSTERGESI
KALIBRASYON DOGRULUGU

Agfa

Fuji

Kodak

ISINLAMA

1 mR, 75 kVp, 1.5 mm Bakir plaka

1 mR, 80 kVp, 10 dakika
gecikmeli okunmalh

1 mR, 80 kVp, 0.5 mm Bakir
plaka, 1 mm Aluminyum plaka,
15 dakika gecikmeli okunmal

System diagnosis
flatfield, speed class =200

Test/sensitivity (L=1),
semi EDR

Pattern

GORUNTU TOPLAMA
SONRASI iSLEM

Musica parameters=0.0

IgM 1 mR 1sinlamaya normalize
edilir(lgM-log(isinlama))

SAL 1 mR isinlamaya normalize
edilir

S degeri 1 mR’e normalize edilir

El(Exposure index) 1 mR
Isinlamaya normalize edilir

El(1 mR) = EI1000Xlog(isinlama)

GOR.DEG.KRITERI

YOK

SAYISAL .
DEGERLENDIRME
KRITERI

IgM(1 mR) 2.2< +- 0.045(tek kaset)

IgM(1 mR) 2.2< +- 0.023(tlim
kasetlerin ortalamasi)

SAL(1 mR) 1192< +-60 (tek kaset)

SAL(1 mR) 1192< +-30 (tiim
kasetlerin ortalamasi)

S (1 mR) 200< +-20 (tek kaset)

S (1 mR) 200<+- 10 (tlim
kasetlerin ortalamasi)

El (1 mR) 2000< +- 45 (tek kaset)

El (1 mR) 2000< +- 23 (tlim
kaetlerin ortalamasi)

- Bolumdeki tim kasetler yapiimaldir
- Bazi Ureticiler sonuclar fosforesans gecikmeden arindirmak icin

kasetlerin gecikmeli okunmasini 6nermektedir




4.SISTEM LINEERITESI

Agfa

Fuji

ISINLAMA

0.1, 1, 10 mR 80 kVp, 0.5 mm Bakir ve 1 mm Aluminyum plaka, SID= 180 cm

iSLEM

System diagnosis flatfield,
speed class = 200

Test/ave.4.0, Semi EDR &
Fix EDR=200

Pattern

EDR

GORUNTU TOPLAMA
SONRASI iSLEM

Musica parameters=0.0

OGA=1.0GT=A_RE=0.0

OLGCUMLER

Goriintlilerin % 80 cizilen ilgi alani
::beg (SAL) - log (1sinlama)

OPD - log (1sinlama)

IgM - log (1sinlama)

grafiklerinin kk'lari hesaplanir

Semi EDR igin;

log (S) - log (1sinlama) dogrusal
fit

Fix EDR igin;
OPD - log(isinlama)

grafiklerinin kk'lari hesaplanir

El - log(isinlama)
OPD - log(i1sinlama)

grafiklerinin kk'lari hesaplanir

GORSEL .
DEGERLENDIRME
KRITERI

log (SAL) - log(isinlama) grafigi
dogrusal olmali

Semi EDR igin;

log(S) - log(isinlama) grafigi
dogrusal olmal

Fixed EDR igin;

OPD - log(isinlama) grafigi
dogrusal olmali

El - log(i1sinlama)
OPD - log(isinlama)

grafikleri dogrusal olmal

SAYISAL .
DEGERLENDIRME
KRITERI

KK > 0.95 olmah

KK > 0.95 olmal

KK > 0.95 olmal

KK: Korelasyon Katsayisi




4.SISTEM LINEERITESI

Tinearity 10 mR semi EDR

Tinearity 0.1 mR semi EDR

Tinearity 10 mR fix

Tlinearity 1 m

Tinearity 0.1 mR

i



5.LASER DEMETI FONKSIYONU

ISINLAMA 5 mR, 60 kVp, laser tarama ¢izgilerine dik konumda metal bir cetvel yerlestiriniz

System diagnosis Test/sensitivity Pattern
flatfield. speed class =200 | Semi EDR

GORUNTU TOPLAMA Musica parameters=0.0 GA=1.0,GT=A,RE=0.0
SONRASI ISLEM

Sensitometry=linear

OLCUMLER 5 - 10 magnifikasyon kullanarak cetvel kenarlarindaki sapmalar arastinlir

GOR.DEG.KRITERI Cetval kenarlari surekli ve diizgtin olmalidir

SAY.DEG.KRITERI Cetvel kenarlarinda +- 1 pikselden biiyiik sapmalar olmamalidir




5.LASER DEMETI FONKSIYONU

LASER BEAM FUNCTION

- Karanlik bolgeden parlak bolgeye
gecislerde dogrusalliktan sapmalar
laser demetinin zamanlama veya
modulasyon problemlerini gosterir
- 5X veya dah bulyik buylutme ile




6.YUKSEK KONTRAST AYIRMA
GUCU

Agfa

ISINLAMA
s 5 mR, 60 kVp, SID=180 cm,

ISLEM Syvstem diagnosis Test/sensitivity Patiern
flatfield, speed class =200 | Semi EDR

?SEPAN“;E Musica parameters=0.0 GA=1.0,GT=A.RE=0.0

SONRASI ISLEM Sensitometry=linear

i+ Parallel, dik ve 45 derce agida maksimum ayrilabilir ¢¢ belirlenir
OLCUMLER Gorlintli 10X bliylitme ile incelenir

GéRSEL DEG. KRITERI Izgara goriintli homojen ve bulanikliktan arinmis olmahdir

SAYISAL “ Rdik, Rparallel / F(nyquist) > 0.9

DEGERLENDIRME R45 / 1.41 F(nyquist) > 0.9
KRITERI olmalidir

- R: maksimum ayrima guct
- F(nyquist): Nyquist frekansi




6.YUKSEK KONTRAST AYIRMA
GUCU

LIMITING RESOLUATION S=70




7.0USUK KONTRAST AYIRMA

Agfa Fuji Kodak

ISINLAMA

0.5, 1, 5 mR, 75 kVp, 1 mm Bakir plaka, 10 dakika ge¢ okunmali, 3 ayri fantom gdoriintiis elde edilir

iSLEM

~ . . - b . ]
System diagnosis Test/sensitivity | Pattern

flatfield. speed class =200 | Semi EDR

GORUNTU TOPLAMA
SONRASI ISLEM

Ham bilgi,
Musica parameters=0.0 GA=1.0,GT=A,RE=0.0

p . Pencere = 512
Sensitometry=linear

OLGCUMLER

Her 3 goriintiinlin OPSS (kiiglik bir ilgi alani ile)
log(OPSS) - log(isinlama) grafigi
Esik degerinin kontrasti

GORSEL
DEGERLENDIRME
KRITERI

Yiiksek isinlamalarda kontrast-ayrinti esigi diistik olmalidir i
| Yiiksek Isinlamalarda kontrast-ayrint
esigi diislik olmalidir

|

t J
SAYISAL DEG.KRITERI KK > 0.95




7.DUSUK KONTRAST AYIRMA

URULTU VE DUSUK KONTRAST AYIRMA GUCU S=7:0.5 mR GURULTU VE DUSUK KONTRAST AYIRMA GUCU S=365 1mR

URULTU VE DUSUK KONTRASR AYIRMA GUCU 5 rS=88




8.MESAFE DOGRULUGU

Agfa Fuji Kodak

ISINLAMA

5 mR, 60 kVp, SID= 180 cm, kontakt test aleti ve x-1sIn cetveli

ISLEM

System diagnosis Test/sensitivity Pattern
flatfield, speed class =200 | Semi EDR

GbRUNTQTOPLAMA
SONRASI ISLEM

, Ham bilgi,
Musica parameters=0.0 GA=1.0,GT=A,RE=0.0 | pencere = 512

Sensitometry=linear

OLCUMLER

Koseden koseye 15 cm'den biiyiik uzunluklar, magnifikasyon dikkate
alinarak olgiiliir

GOR.DEG.KRITERI

Kontakt test aleti homojen bir gériintii vermeli

SAY.DEG.KRITERI

Olgiilen mesafe ile gergek mesafesig arasindaki fark % 2'den biiyiik olmamalidir




8.MESAFE DOGRULUGU

SPATIAL DISTANCE ACCURAC SPATIAL DISTANCE ACCURACY S=348




9.SILME KUSURSUZLUGU

Agfa

| Fuji

Kodak

ISINLAMA

50 mR, 60 kVp, SID=180 cm Kursun blok ile 1.goriinti,

1 mR, 60 kVp, SID=180 cm Kursun bloksuz 2. goruntii, Fon gurultiisii 3. goruintii

iSLEM

System diagnosis

flatfield, speed class =200

Test/Sensitivity
Semi EDR,

Test/sensitivity (L=1),
fixed EDR (S=10,000)

Pattern

GORUNTU TOPLAMA
SONRASI iSLEM

Musica parameters=0.0
Sensitometry=linear

GA=1.0,GT=A,RE=0.0

Ham bilgi

OLCUMLER

IgM, OPD, OPSS, SAL

%380 ilgi alani

-

OPD, OPSS

% 80 ilgi alani

El, OPD, OPSS

% 80 ilgi alani

GOR.DEG.KRITERI

2. goriintlide kursuna ait artik goriintii

olmamahidir

SAYISAL
DEGERLENDIRME
KRITERI (3.gériintii)

IigM = 0.28
SAL <130
OPD < 630
OPSS < 5 olmahdir

OPD < 280

OPSS < 4 olmahdir

El < 80
OPD < 80
O0PSS< 4 olmahdir




10.ALISING VE GRID CEVABI

Agfa Fuji Kodak

ISINLAMA

Grid hareketi durdurulur veya grid sokiilerek, kasetin ustiine yerlestirilir,
1 mR, 80 kVp, 0.5 mm Bakir plaka, 1 mm Aluminyum plaka
SID kullanilan gridin odak uzakligina gore degistirilir

| flatfield. speed cluss =200 | Semi EDR

System diagnosis | Test/contrast Pattern

TOPLAMA
SONRASI ISLEM

Pencere = Dar Pencere = Dar Ham bilai
Musica parameters=0.0 GA=1.0.GT=A,RE=0.0 Pencereg= Dar
Scnshome:zy:imcnr i

.

OLCUMLER

Yok

GORSEL
DEGERLENIRME

Laser demetini tarama dogruIUtusuna dik
yondeki grid ¢gizgileri goriintiisiinde Moire deseni

?
[GORUNTU
i
f
f
|
i
I

AY.DEG.KRITERI

Yok




11.IP ISLEME SURECI TESTI

| Al Fuj

S

ISINLAMA

Standart geometride, ayni boyutlu 4 IP
80 kVp, 2mR

Svstem diagnosis Test/contrast
flatheld. sheed class =200 | Semi EDR

~
y
|
|
i
l
R

| GOR.TOP.YAP.ISL.

Onenmsiz | Onemsiz Onemsiz

OLGUMLER

t={lk IPYi okuyucuya yerlestirme ile son IP'nin goriintisiinin workstation da gorinmesi arasinda gegen
stire(dakika). Islem Siireci=60X 4/t

GOR.DEG.KRITERI

YOK

SAY.DEG.KRITERI

Ureticinin verdigi siire ile hesapalanan arasindaki fark %10'u asmamalidir




+

NE SIKLIKLA?

Test Siklk Test Siklik
1.Fon Gdr. Ayda bir /.Dus.Kon. 3 ayda
2.Homoje. Gunlak 8.Mes.Dog. 3 ayda

3.1s.G0s.Kal. 3 ayda 9.Sil.Kus. 3 ayda
4.Sis.Linne. 3 ayda 10.Ali.Grid 3 ayda
5.Las.Dem. 3 ayda 11.IP Is.Sur.| Senede
6.Yuk.Kon. 3 ayda




SONUCLAR

S

Test Sonuc Test Sonug
1.Fon Gir. |Ka.Sin.Icinde| 7.Dus.Kon. |Ka.Sin.Iginde
2.Homoje. IP(35X43) | 8.Mes.Dog. |Ka.Sin.Icinde

3.Is.Gos.Kal. | Ka.Sin.Icinde | 9.Sil.Kus. |Ka.Sin.Iginde
(20 1P)
4.Sis.Linne. |Ka.Sin.Icinde| 10.Ali.Grid |Ka.Sin.Icinde
5.Las.Dem. |Ka.Sin.Iginde | 11.IP Is.Sur. | Ka.Sin.Iginde
6.Yuk.Kon. |Ka.Sin.Icinde




TESEKKURLER



